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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用ISO18116:2005《表面化学分析 分析样品的制备和安装方法指南》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T22461—2008 表面化学分析 词汇(ISO18115:2001,IDT)
本标准由全国微束分析标准化技术委员会(SAC/TC38)提出并归口。
本标准负责起草单位:厦门爱劳德光电有限公司、清华大学。
本标准主要起草人:王水菊、时海燕、李展平、姚文清、岑丹霞、刘芬。
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引  言

  本标准旨在协助分析者对表面化学分析的样品进行操作、安装和处理。尽管本标准表述的方法主

要是为俄歇电子能谱(AES)、X射线光电子能谱(XPS)和二次离子质谱(SIMS)等表面分析技术准备

的,但也可用于许多其他表面敏感的分析技术,例如,离子散射谱、低能电子衍射和电子能量损失谱,样
品处理会影响这些表面敏感的分析技术的测试结果。AES、XPS和SIMS对几个纳米厚度的表面层敏

感,这样的薄层会因导入分析室前的样品安装或表面处理而受到严重干扰。
正确的样品制备和安装对于表面化学分析是特别关键的。不恰当的制备可能导致表面组成改变和

分析结果不可靠。样品要小心安装,以便尽可能减小或避免因安装操作而引入的污染物。为了使分析

结果能代表原始样品,在制备和安装样品时应保持样品的表面状态。本标准表述了表面分析者在使用

任何表面敏感的分析技术时,为了把样品制备的影响减到最小可能需要使用的方法。本标准还表述了

不影响所需分析信息的样品安装方法。
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表面化学分析 表面分析样品的制备
和安装方法指南

1 范围

本标准提供了表面化学分析样品安装和表面处理方法的指导。目的是帮助分析人员理解在使用俄

歇电子能谱、二次离子质谱和X射线光电子能谱等表面分析技术进行分析时,所必需的专门样品处理

条件。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO18115 表面化学分析 词汇(Surfacechemicalanalysis—Vocabulary)

3 术语和定义

ISO18115界定的术语和定义适用于本文件。

4 符号和缩略语

AES:Augerelectronspectroscopy,俄歇电子能谱;

SIMS:secondary-ionmassspectrometry,二次离子质谱;

XPS:X-rayphotoelectronspectroscopy,X射线光电子能谱。

5 一般要求

关于样品操作的一般信息有两本书[1,2]是适用的。表面敏感的分析技术所要求的洁净度远高于许

多其他分析形式。不应裸手接触样品和样品架。尽可能减少或省去对拟分析表面的操作。指纹携有可

能污染分析表面的物质。护手霜、润肤油及其他护肤材料不适合于高真空。
尽管AES、XPS和SIMS的样品处理方法基本类似,但也有些差异。通常AES和SIMS的样品制

备需要更为小心,因为可能存在电子束或离子束的损伤或荷电,或二者都存在。这三种技术所需的样品

制备明显不同时,本标准将进行标注。

6 样品的视检

应对样品进行简单的视检,可采用光学显微镜。至少应检查残留物、微粒、指纹、吸附物、污染物或

其他外来物质,记入试验记录本。
真空系统外明显可视的样品特征在该样品放入表面分析仪器后可能观察不到(例如通过观察窗或

可用的成像方法)。因此可能需要对样品分析区域的周边进行物理标识(如划刻或油性标签笔标识),以
1
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